Rendement = Nbre de pieces sans defauts / Nbr de puces sur le wafer

Les principales causes de défauts physiques :
· Poussiéres
· Défauts cristalllins
· Désalignement des masques
· Dopage nom homogéne
· ….
· Il s’agit de faire le tri entr
· e 
· les puces fonctionnelles et les
· puces défectueuses, pour
· éviter
· de monter
· une puce
· défectueuse dans un équipement :
· ⇒
· on ne cherche pas à
· d
· étecter
· d’év
· entuelles erreurs de conception
· ⇒
· on ne cherche pas à
· i
· dentifier
· la cause du disfonctionnement 
· On parle de test GO / NOGO
· Les deux principaux obj
· ectifs sont donc :
· ⇒
· minimiser
· le nombre de pièc
· es défectueuses non détectées
· ⇒
· minimiser
· la dur
· ée du test (quelques
· secondes au plus par
· pièce)

https://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/physique/Francois.Anceau/Phy568/Amphis/cours9.pdf
http://renaud.vvv.enseirb-matmeca.fr/Enseignement/Elec%202A/EN208/TCIN_2013_4.pdf
http://espace.etsmtl.ca/607/1/TREMBLAY_Daniel.pdf
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